Pokyny pro vyplnéni:
Ucastnik vyplni prazdné zelena pole nasledujicim zptsobem:
Vsechna prazdna zelena pole musi byt vyplnéna.

Priloha €. 1: Technicka specifikace predmétu plnéni

V burice D10 uved'te nazev a typové oznaéeni nabizeného zafizeni, ve sloupci D "Nabizené parametry" uvedte u kaZdé polozky nabizeny parametr a u poloZek, kde neni potfeba vyplfiovat parametry, uvedte ANO, Ze

vyrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splfiuje.

Nesplnéni minimélnich parametrii nebo neobsazeni dané funkcionality je nesplnénim zaddvacich podminek.
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Polozka |DO 110 GHZ Co Nabizené parametry
funkcionalitu
Parametry /funkcionality Néazev a typ: Form Factor EPS150MMW-EDU
1 Moznost méfit wafery s primérem >=150 mm Ano, 155 mm
Antivibradi ;?odlfzka na stllacen'y v’zdu::h pod celé zafizeni ANO A
2 bez nutnosti pofizovat cely opticky stal
Dvé pracovni desky dostatecné velké pro uchyceni dvou ANO A
3 extenderi Z110E od Rohde & Schwarz
MEé¥i¢ Z-pozice pracovnich ploch pro nastaveni overtravel ANO A
4 sond
5 Drzak waferu umoiiiuje plynulé pohyby v osich Xa Y ANO Ano, rozliseni 5 um
6 Dridk waferu umoziiuje pohyb v ose Z ANO Ano
7 Opak | pritisknuti sond na wafer v ose Z <=2pum <1lpm
Prltls,kn,utl sond ?a wafer probiha opakovatelné pomoci ANO A
8 zvedani pracovnich ploch
9 Dridk waferu umoziiuje pfichyceni waferu pomoci vakua ANO Ano
10 Planarita plochy driaku waferu <=4 um <+3pum
11 Nastaveni theta driaku waferu v rozsahu >=+7° + 8° mikroposuvem, 360° hrubé
12 Mikroskop se stereo okularorovu hlavou ANO Ano
N!oinost pfipojit k mikroskopu fotoaparat nebo kameru ANO Ano
13 |pFes C-mount
14 LED osvétleni plochy pod mikr ANO Ano
15 Rozsah zoomu mikroskopu >=3x 3.2x
16 Dosatzitelné optické zvétSeni mikroskopu >= 100x 320x s dodavanym objektivem
17 Optické rozliseni mikroskopu <=2pum 1pm
18 Rozsah ostieni mikroskopu >=+20 mm +25 mm.
19 Posun mikroskopu nad waferem v osidch Xa Y >=40 mm 50 mm x 50 mm
Dva precizni mechanické pozicionéry pro pfistup zleva a ANO Ano
20 zprava nad wafer
21 Pozicionéry s posunem v osach X, Y a Z v rozsahu >=10 mm 12.5 mm ve vSech smérech X, Y, Z
22 Pfesnost nastaveni pozice pozicionéri <=2um <1lpm
Dvé vzduchové koplanarni méfici sondy fi jici do 110
GHz s 1 mm F koaxidlnim konektorem, konfiguraci GSG, ANO Ano
23 pitch 100 um a woframovymi hroty
24 Keramicky drzék kalibra¢niho substratu ANO Ano
Kalibraéni substrat pro kalibraci vektorového analyzatoru
vyrobeny na aluminé vhodny pro GSG sondy s pitch 100 ANO Ano
25 pm do 110 GHz
Software pro vektorovou kalibraci kompatibilni se 4-
portovym vektorovym analyzitorem ZVA67 od Rohde & ANO Ano
26 Schwarz
S dodanym zafizenim lze po pfipojeni k vektorovému
analyzétoru provadét mikrovinna vektorova méfeni do ANO Ano
27 110 GHz po celé plose waferu
28 i pomoci 230 V AC, 50 Hz ANO Ano
29 Servisni pracovisté v Evropské unii ANO Ano, Thiendorf / SRN
30 Zéruka na hadware >=1rok zaruka 2 roky
Instalaci zafizeni provede vyrobce, nebo jim povérena
ANO Ano




